教育行业标准《分析型扫描电子显微镜方法通则》（征求意见稿）

编制说明

扫描电子显微镜利用聚焦电子束激发试样表面产生二次电子、背散射电子和特征X射线等二次信息，收集检测这些二次信息可以用于试样表面微观形貌和微区成分分析，是化工、材料、机械、轻工和纳米技术等学科领域的重要分析研究工具。近年来，国内高校和研究所等配置了大量的扫描电子显微镜，扫描电子显微术和能谱分析技术均得到了极大的发展，现有的《JY/T010-1996分析型扫描电子显微镜方法通则》已不能满足实际使用需要，有必要进行修订。
受国家计量认证高校评审组、高校分析测试中心研究会委托，本标准修订编写建议稿由扬州大学测试中心作为主持修订单位，华南理工大学分析测试中心、苏州大学分析测试中心、哈尔滨工业大学分析测试中心作为辅助修订单位一起完成。在修订稿编写的过程中，四个单位查阅了大量的资料，进行了充分的调查研究和讨论，并严格按照GB/T1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》和其它有关规定执行。 
1  采用或参考国外标准情况

本标准没有参考其他国外标准。

2  参考国内标准情况
本标准在现行《JY/T 010-1996分析型扫描电子显微镜方法通则》的基础上进行修改，没有参考国内其他标准。

3  主要制定过程
2015.6.1，成立修订单位的工作组，组长周卫东，组员尹诗衡、高伟健、魏大庆。

2015.6.24 ，高校通则标准修订培训班开班，各成员参加标准制订和修订规范化培训。会后工作组召开第一次会议，根据培训内容对标准修订中面临的问题进行讨论，制定初步标准修改计划方案并进行组内成员分工。
2015.7-2015.9，开始修订工作，具体分工如下：标准中技术基础部分（范围、术语和定义）——周卫东；仪器部分---魏大庆；仪器原理部分---尹诗衡；样品和分析步骤---高伟健；分析结果表述及报告和注意事项——尹诗衡。工作组严格按照GB/T1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》，在调查研究和组内意见与分工的基础上，对通则标准进行仔细修订，相关修订意见由尹诗衡汇总后形成修订初稿。

2015年9月25日，工作组在扬州大学测试中心召开讨论会，逐字逐句对前期标准修订初稿进行了充分讨论和进一步修改。
2015年9月28日，由尹诗衡汇总讨论会修改意见，按照标准编写格式完成《分析型扫描电子显微镜方法通则》标准的征求意见稿和编制说明。
4  确定标准名称及主要技术内容的依据

    本标准是对现行标准《JY/T 010-1996分析型扫描电子显微镜方法通则》的修订，没有对标准名称进行更改。标准主要技术内容包括扫描电子显微镜和能谱仪两个方面，修改依据主要根据近年来扫描电子显微镜和能谱仪分析技术的进展对相关内容进行修改。
5  与现行的法令、法规和国家标准及其他行业标准的关系

本次修订的标准所使用的术语等描述均符合现有的国家标准《GB/T 23414-2009 微束分析 扫描电子显微术 术语》、《GB/T 25189-2010微束分析　扫描电镜能谱仪定量分析参数的测定方法》和《GB/T 17359-2012微束分析 能谱法定量分析》的要求，与现有标准不冲突。

6  与现行标准技术水平的对比

    本标准是对《JY/T 010-1996分析型扫描电子显微镜方法通则》的修订，本标准的技术要求高于《JY/T 010-1996分析型扫描电子显微镜方法通则》，本标准与国外同类标准水平相当。

7  主要修订内容
    《JY/T010-1996分析型扫描电子显微镜方法通则》编写于1996年，1997年4月1日实施。近二十年年来，扫描电子显微镜分析技术得到了较大的发展，仪器性能指标有了较大的提高，应用领域也快速拓展，如低电压扫描电镜技术、冷冻扫描电镜技术、SDD电制冷能谱技术等。为了更有效地发挥标准的作用，指导用户利用扫描电子显微镜正确地开展检测分析工作，有必要对原通则进行修订。
     本次主要修订内容如下：

——修改了扫描电子显微镜的工作原理；
——修改了扫描电子显微镜的主要技术指标；

——修改了X射线能谱仪主要技术指标；

——修改了扫描电子显微镜和X射线能谱仪的主要工作条件；

——删除了安全注意事项中试样荷电和表面损伤的处理方法。

8  废除有关标准的建议
本标准实施之日起，原《JY/T 010-1996分析型扫描电子显微镜方法通则》停止使用。
9  参考资料目录
[1]《GB/T 23414-2009 微束分析 扫描电子显微术 术语》

[2]《GB/T 25189-2010微束分析　扫描电镜能谱仪定量分析参数的测定方法》

[3]《GB/T 17359-2012微束分析 能谱法定量分析》
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